Svételna a elektronova mikroskopie

V histologii studujeme vnitini stavbu bunék, tkani a organ( lidského téla bud pomoci svételného
mikroskopu (SM), v tom pfipadé mluvime o mikroskopické struktufe, nebo pomoci elektronového
mikroskopu (EM), pak mluvime o ultrastruktufe nebo o submikroskopické stavbé. Dale rozlisujeme
dva druhy EM. Transmisni, prozafovaci (TEM), kterym vysetfujeme vnitini stavbu bunék a tkani a
rastrovaci (REM), v anglické literatufe SEM (scanning electron microscope), ktery slouZi ke studiu
volnych povrchl (epitely s mikroklky a ciliemi) a je vhodny i pro uméle vytvorené povrchy (lom kosti,

povrch zubni skloviny).

Tyto mikroskopy maji znacné rozdilny rozsah zvétsSeni a rozliSovaci schopnost, jak uvadi nasledujici

tabulka.

MIKROSKOP Maximalni zvétseni RozliSovaci schopnost

SVETELNY
SM

ELEKTRONOVY TRANSMISNi
1 000 000 x

TEM

ELEKTRONOVY RASTROVACI
50 000 x 8 -10 nm

REM

Tab. 1: Srovnani fyzikalnich parametrd svételného mikroskopu a obou typl elektronovych
mikroskop:

Kritickym faktorem ziskani dobrého mikroskopického obrazu je rozliSovaci schopnost. Definujeme ji
jako nejmensi vzdalenost mezi dvéma objekty, pti které je jeSté dokazeme rozlisit jako samostatné
utvary. RozliSovaci schopnost nejlepsich svételnych mikroskopli se pohybuje okolo 0,2 um, coz
poskytuje dobry obraz pti zvétseni 1000 az 1500krat. Kvalita obrazu — jeho jasnost a bohatstvi detaill
— je tedy ddna rozliSovaci schopnosti mikroskopu. Zvétseni je na rozliSovaci schopnosti sice nezavislé,
avSak samo o sobé je bezcenné, neni-li doprovazeno dostatecnym rozliSenim. RozliSovaci schopnost

mikroskopu zavisi predevsim na ¢occe objektivu.

Elektronova je zaloZena na interakci elektron( s tkanovymi slozkami. Elektronovy mikroskop je
zobrazovaci systém, ktery umozniuje vysoké rozliseni (0,1 nm). V praxi se povazuje rozliSeni 1 nm ve

tkanovych rezech za zcela dostatecné. To umoznuje zvétseni (400krat) vétsi nez v SM. TEM slouzi



k prohliZzeni preparatl v prochazejicim proudu elektrond. Elektrony se mohou pohybovat pouze ve
vakuu. Preparaty k prohlizeni musi byt bezvodé a mnohondsobné tenci nez fezy pro SM. Proto se
pouZivaji tzv. ultratenké fezy. REM umoznuje ziskat zdanlivé trojrozmérny obraz povrchi bunék, tkani
a organl. Na kazdé misto povrchu (fadek po radku) je systematicky zaméren pohybujici se uzky
svazek elektrond o priméru kolem 10 nm. Ve vysledku vznikd velmi nazorny plasticky obraz
studovaného povrchu, ktery ma témeér neomezenou hloubku ostrosti. Obraz poskytuje velmi dobrou
prostorovou orientaci povrchovych struktur, ponévadz vzorek mizeme béhem pozorovani naklanét a
rotovat vsemi sméry. Rozsah zvétseni je velmi Siroky (od 30x do 300 000x). MlZeme pozorovat velké
preparaty (o hrané nékolika mm) pti malém zvétSeni i detaily na povrchu bunék. Pro studium

nejjemnéjsich bunécnych ultrastruktur vsak vhodny neni, protoZe rozliSovaci schopnost je asi 30x

mensi nez u TEM.

Obr. 1: Svételny mikroskop Obr. 2: Transmisni elektronovy mikroskop

http://www.emssales.net/store/cart.php?m=product_ http://quickr.cz/clanek/189-mikroskopicky-hmyz-pod-

detail&slug=olympus-cx22-microscope cockou-hypermoderniho-elektronoveho-mikroskopu
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